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Adaptdér pro testovani dynamickych pemdtovych obvodd typu RAM

(57) Adaptér Tesi probldm prizpligobeni
obecného charakteru testovaci jednotky
tegtovanému obvodu DRAM a prizplsobeni
vyhodnocovdni testu potrebdm testovaci
Jednotky. SlouZi rovnéZ k realizeci speci-~
alnich funkci nutnych pro testovdni obvo-
dd RAM, pokud tyto funkce nejaou zajidté~
ny tegtovaci jednotkou, Zapojeni automaticky
Zajiﬁtujc provgznl podminky pro tegtovand
dynamicke pamétové obvody. Periodicky ob-
rovuje obsah techto pamétovych onodu

a to i p¥i prerusenl testu, umeZnuje Je-
Jich testovdni maximdlni frekverci a ridi
reZimy strdnkovédni a modifikovaného Cteni -
gdpisu. VSechny dynamické paremetry umoZ-
nujl testovat s presnosti OdeVldaj101
presnosti dasovaci Jednotky teatovandho
systému. Adaptér mize nalézt uplatnenl

v oboru elehtrotechnlky a vypocetnw a mé-
Ficy technlky, zejména v aplikacH ‘ch pro
testovdani dynamickych pamétovyci obvodii.
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Vynélez se tykd adaptéru pro testovéni{ dynamickych

pam&tovych obvodd typu RAM, pokud tyto funkce nejsou zajistény
testovaci jednotkou.

A7 dosud jsou znémy adaptéry pro testovédni obvodd DRAM,
které neumo?nujf predat testovacimu systému adresu vyskytu
chyby a neumo’nujf po zpracovani piiznaku chyby pokradovat
v testu od této chybové adresy. Jejich dald1{ nevyhoda spodiva
v tom, Ye neumoZmu ji ménit podet obnovovacich cykld podle po-
treb testovaného obvodu DRAM a neovérfuji funkeci v pracovnim
reZimu typu modifikované &teni - zdpis. Tyto adaptéry také
neumo¥mu jI testovat obvod DRAM maximélnim pracovnim kmito&-
tem, nebol testovaci perioda se prodluzuje o dobu nutnou
k vyhodnoceni stavu vysoké impedance.

Uvedené nevyhody odstranuje adaptér pro testovani dyna-
mickych pamétovych obvodd typu RAM podle vynélezu, jeho2
podstata spolivd v tom, Ze prvni vystup neznézornéného gane-
rétoru ¢asovacich impulsi je pi*ipejen k prvnimu vstupu vstup-
niho obvodu, jehoZ druhy vystup Je pripojen k desétému vstu-
pu budfeiho obvodu, k des&tému vstupu Ffadide a k prvnimu
vstupu prvniho ¢itade, jehoZ druhy vystup Jje pripojen k de-
vétému vstupu radide a k prvnimu vstupu druhého &itale, Je-
ho? vystup je pripojen k prvnimu vstupu klopného obvodu, je-
hoZ druhy vystup je plipojen k osmému vestupu fadile, jehoZ
tret{ vystup Je pfipojen k dvandctému vstupu budfciho obvodu,
JehoZ treti vystup Je pripojen k tretimu vstupu testovaci pa-
tice, JjeJiZ vystup je piipojen k pdtému vstupu vyhodnocovaci-
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ho obvodu, jehoZ tietf vstup Jje pFipojen k pétému vystupu
Ffadide, jehoZ druhy vystup je pripojen k t¥indctdmu vstupu
budfctho obvodu, jehoZ prvni vystup je pfipojen k pétému
vstupu testovaci patice, pridemZ druhy vystup nezndzornéného
generdtoru Casovacich impulsd je pFipojen k druhému vstupu
vstupniho obvodu, JjehoZ prvni vystup je pfipojen k dvanécté-
mu vstupu Fadile, jehoZ &tvrty vystup Jje piipojen k Jjede-
néctému vétupu budfciho obvodu a ke &tvrtému vstupu vyhodno-
covaciho obvodu, JjehoZ prvni vstup je p¥ipojen ke &¢tvriému
vystupu nezndzorn&ného bloku nastavovacich signdld, pridem?
‘prvid v¥stup neznédzornZného generdtoru testovacich vzorkd je
pfipo jen k pétému vstupu vstupniho obvodu, k jedendctému
vstupu radide, k ti¥etimu vstupu prvniho &i{tale 2 k druhému
vatupu klopného obvodu, jehoZ prvni vystup je pfipojen k
druhému vstupu druhého &{tade a k druhému vstupu prvniho &i-
tade, prricem? treti vstup klopného obvodu je piipojen k sed-
mému vystupu ifadide, pridemZ &tvriy vstup vstupniho obvodu

je pripojen k vystupu oscilétoru, jehoZ vstup Jje pripogjen k
osmému vystupu Fadide, jehoZ prvni vstup je pfipojen k prvni-
mu vystupu neznédzornéného bloku nastavovacich signdld, pii-
gemZ svorka kontroly indikace Jje pripojena k druhému vstupu
radide, jehoZ tretl vstup je pfipojen k druhému vystupu ne-
zndzornéného generétoru testovacich vzorkl, pridemZ tretf
vystup neznazornéného generdtoru &asovacich impulsd Je pPi-
pojen ke &tvrtému vstupu Fadile, Jjeho¥ paty vstup je pripo-
jen k tretimu vystupu nezndzornéného generdtoru testovacich
vzorkl, plridem%-druhy vystup nezndzornéného bloku nastavova-
cich signdld je pFipojen k Zestému vstupu ifadile, pirilem? za-
stavovaci svorka je pfipojena k prvnimu vystupu radile,

k &trnéctému vstupu budiciho obvodu a k tfetfmu vstupu vstup-
niho obvodu, piifemZ chybové svorka Jje pfipojena k sedmému
vstupu radide a k prvnimu vystupu vyhodnocovaciho obvodu, Jje-
hoZ 8esty vstup je pfipojen ke svorce blokovéani chyby, pirilemZ
tfet{ vystup neznédzornéného bloku nastavovacich sdgndll je
pripojen k prvnimu vstupu budfeiho obvodu, jehoZ druhy vstup
Je pripojen ke &tvrtému vystupu neznazornéného genersdtoru Ca-
gsovacich impulst, JehoZ péty vystup je pfipojen k tfetimu
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vestupu budiciho obvodu, jehoZ &tvrty vstup je pFipojen k
Sestému vystupu neznédzornéného generdtoru dasovacich impul-
sd, jehbz sedmy vystup je pripojen k patému vstupu budiciho
obvodu, JjehoZ Besty vstup je pifipojen k osmému vystupu ne-
znézorné&ného generdtoru Casovacich impulsd, jehoZ devaty
vystup je pifipojen k sedmému vstupu budicfho obvodu, jehoZ
osmy vstup je pripojen k &tvrtému vystupu nezndzornéného ge-
nerdtoru testovacich vzorkd, piic¢emZ druhy vystup vyhodnoco-
vaciho obvodu je pripojen ke svorce indikace vyskytu chyby,
prilemz &tvrty vstup klopného obvodu Je pfipojen k pétému
vystupu nezndzornéného bloku nastavovacich signéld, jehoZ
Sesty vystup je pripojen ke tfetimu vstupu druhého ¢itale,
pridem? &tvrty vstup prvniho &{tade Jje pPipojen k sedmému
vystupu nezndzornéného bloku nastavovacich signdld, jehoZ
osmy vystup Je pfipojen k patému vstupu prvniho &f{tade, je-
hoZ prvni vystup je pripoJjen k devdtému vstupu budiciho ob-
vodu, JjehoZ &tvrty vystup je pfipojen k druhému vstupu tes-
tovaci patice, jejiZ prvni vstup Jje pripojen k pétému vystu-
pu budiciho obvodu, pridem? Sesty vystup Padile Jje ptipojen
k druhému vstupu vyhodnocovaciho obvodu, prilemZ druhy vystup
budiciho obvodu je pripojen ke &tvrtému vstupu testovaci pa-

tice.

Vyhoda adaptéru podle vynélezu spolivé v tom, Ze tento
adaptér umo¥nuje prizpdsobovat obecny charakter testovaci
jednotky testovanému obvodu DRAM a prizplsobovat vyhodnoco-
véni testu potfebsdm testovaci{ Jednotky. Dédle adaptér slouZi
k realizaci specidlnich funke{ nutnych pro testovén{ obvodd
RAM, pokud tyto funkce ne jsou zajidtény testovaci jednotkou.

Na piipojeném vykresu je znszernéno schéma adaptéru podle
vynélezu. Prvni vystup 10l neznézorné&ného generdtoru &asovacich
impulsd Jje pripojen k prvnimu vstupu 1l vstupnfho obvodu 1, je-
ho# druhy vystup 17 Jje pripojen k desdtému vstupu 610 budfci-
ho obvodu 6, k desédtému vstupu 310 radife 3 a k prvnimu vstu-
pu 41 prvniho ¢itade 4, JjehoZ druhy vystup 4T je pripojen
k devatému vstupu 39 Fadife 3 a k prvnimu vstupu 51 druhého
¢{tale 5, JjehoZ vystup 54 Jje pfipojen k prvnimu vstupu 91
klopného obvodu 9, JjehoZ druhy vystup 96 je pFipogjen k osmé-
mu vstupu 38 fadile 3, jehoZ trfeti vystup 315 je pripojen k
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dvandctému vstupu 612 budfciho obvodu &, jeho% t¥etf vystup
617 je pPfipojen k tfetimu vstupu‘ll testovaci patice T, je-
Jji% vystup 76 je pripojen k pétému vstupu 85 vyhodnocovaciho
obvodu 8, JjehoZ tret{ vstup 83 je pFipojen k pétému vystupu
317 radide 3, jehoZ druhy vystup 314 je pripojen k tiindcté-
mu vstupu 613 budiciho obvodu 6, jehoZ prvni vystup 615 je
pfipojen k pétému vetupu 75 testovaci patice 7, piidem%? druhy
vystup 12 nezndzornéného genersétoru &asovacich impulsd je
pfipojen k druhému vstupu 12 vstupniho obvodu 1, jeho% prvni_
vystup 16 je pripojen k dvandctému vstupu 312 Fadide 3, JjehoZ
Stvrty vystup 316 je pripojen k jedendctému vstupu 611 budfei-
ho obvodu § a ke &tvrtému vstupu 84 vyhodnocovaciho obvodu 8,
JjehoZ prvni vstup 8L je pfipojen ke &tvrtému vystupu 304 ne-
znédzornéného bloku nastavovacich signdll, piidemZ prvni vystup
201 neznézornéného generétoru testovacich vzorkd je piipojen

k pétému vstupu 15 vstupniho obvodu 1, k jedendctému vstupu
311 fadide 3, k tFetimu vstupu 43 prvniho &{tade 4 a k druhé-
mu vstupu 92 klopného obvodu 9, jehoZ prvni vystup 95 je pii-
pojen k druhému vstupu 52 druhého &{tale 5 a k druhému vstupu
42 prvniho &itale 4, prilemZ tieti vstup 93 klopného obvodu 9
Jje pripojen k sedmému vystupu 319 Padide 3, pridem? dtvrty
vstup 14 vstupniho obvodu 1 je pripojen k vystupu 22 oscildto-
ru 2, jehoZ vstup 21 Jje pfipajen k osmému vystupu 320 radide
2y JehoZ prvni vstup 31 Jje pfipojen k prvnimu vystupu 301 ne-
znézornéného bloku nastavovacich signdld, prilemZ svorka 401
kontroly indikace Jje pripojena k druhému vstupu 32 Padide 3,

"~ JehoZ tret{ vstup 33 je pripojen k druhému vystupu 202 nezné-
zornéného generétoru testovacich vzorkd, pridemZ tfeti vystup
103 nezndzornéného generdtoru ¢asovacich impulsd je pfipojen
ke &tvrtému vstupu 34 Fadide 3, jehoZ pdty vstup 35 je piipo-
Jen k tretimu vystupu 203 nezndzornéného generdtoru testova-
cich vzorkd, prilemZ druhy vystup 302 nezndzornéného bloku na-
stavovacich signdld je pripojen k Sestému vstupu 36 radide 3,
pridemZ zastavovaci svorka 60L je pPipojena k prvanfmu vy¥stupu
313 radile 3, k &trnéctému vstupu 614 budfciho obvodu 6 a k
tfet{mu vstupu 13 vstupnfho obvodu 1, piidemZ chybovad svorka
701 Jje pripojena k sedmému vstupu 37 radide 3 e k prvnimu vy-
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stupu 87 vyhodnocovaciho obvodu 8, jehoZ Zesty vstup 86 Jje
piripojen ke svorce 501 blokovéni chyby, prilem% tieti vystup
303 neznézornéného bloku nastavovacich signdld je pfipojen k
prvnimu vstupu 61 budfefho obvodu &, JjehoZ druhy vstup 62 je
p¥ipojen ke &tvrtému vystupu 104 nezndzornéného generdtoru Ca-—
govacich impulsd, jehoZ paty vystup 103> Jje prfipejen k tretimu
vatupu 63 budiciho obvodu 6, jehoZ &tvrty vstup 64 je pripojen
k 8estému vystupu 106 nezndzorné&ného generdtoru d&asovacich im-
pulsid, JjehoZ sedmy vystup 107 je pfipojen k patému vstupu 65
budfciho obvodu &, jehoZ Sesty vstup 66 je pPipojen k osmému
vystupu 108 neznézornéného generétoru Casovacich impulsd, jé-
hoZ devéty vystup 109 je pripojen k sedmému vstupu 67 budfc{-
ho obvodu 6, jehoZ osmy vstup 68 je pFipojen k &tvrtému vystu-
pu 204 nezndzornéného generdtoru testovacich vzorkl, pridemZ
druhy vystup 88 vyhodnocovaciho obvodu 8 je pripojen ke svorce
801 indikace vyskytu chyb, prilemZ &tvrty vstup 94 klopného
obvodu 9 je prfipojen k pétému vystupu 305 nezndzorn&ného bloku
nastavovacich signéld, JjehoZ Zesty vystup 306 je pF¥ipojen ke
tfetimu vstupu 53 druhého &fitale 5, prilemZz &tvrty vstup 44
prvntho &itale 4 je pfipojen k sedmému vystupu 307 neznézorné-
ného bloku nastavovacich signdld, JjehoZ osmy vystup 308 je
pfipojen k pétému vstupu 45 prvniho ¢{itale 4, jehoZ prvni vy-
stup 46 Je pripojen k devétému vstupu 69 budfeiho obvodu 6,
jeho? &tvrty vystup 618 je pripojen k druhému vstupu 72 tes-
tovaci patice T, jejiZ prvni vstup 71 je pFipojen k pétému
’vysthpu 619 budfciho obvodu 6, pfifemZ Sesty vystup 318 Fadi-
e 3 Jje pripojen k druhému vstupu 82 vyhodnocovaciho obvodu

8, piidemZ druhy vy¥stup 616 budfciho obvodu 6 je pfipojen ke
¢tvrtému vstupu 74 testovaci patice 7.

Funkce adaptéru podle vyndlezu Jje nésledujici:

Nezndzorndnad testovaci jednotka nastavuje pred zahdjenim
testu signédly, které urduji reZim testovédni. Jsou to signdly
z druhého vystupu 302 nezndzornéného bloku nastavovacich sig-
néll, udédvajici druh testovaciho reZimu, signély z Bestého
vystupu 306 nezndzornéného bloku nastavovacich signdld, uddva-
jiel v zavislosti na testoveci periodé TP dobu TREF mezi dvé-
ma obnovovacimi cykly, signély ze sedmého vystupu 307 neznd-
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zorn&ného bloku nastavovacich signéll, které uddvajf podet
pirednab{jecich impulsd na &tvrtém vystupu 618 budfciho obvodu
6, signdl na pétém vstupu 45 prvniho &fitale 4, Ktery urduje po-
et obnovovacich cykll, signdl na &tvrtém vystupu 304 nezné-
zornéného bloku nastavovacich signdlld, ktery zarazuje vyhodno-—
covéni stavu vysoké impedance, & signél na prvnim vystupu 301
nezndzorn&ného bloku nastavovacich signdli; timto signdlem
testovaci systém uddva zpisob vyhodnoceni chybového signélu na
chybové svorce 701.

Adaptér miZe testovat soufasné 1 a¥ p dynamickych pam&to-
vych obvodd ste jného typu. Pfiznek chyby od kaZdého testované-
ho prvku mG%e byt blokovédn odpovidajicim blokovacim signdlem
ze svorky 501 blokovéni chyby. Po pfichodu nastavovaciho impul
su na svorku 401 kontroly indikace vytvol{ Fadi¢ 3 na svém pé-
tém vystupu 317 impuls, ktery nuluje chybové registry vyhodno-
covactho obvodu 8; po dobu trvéni tohoto impulsu jsou sepnuty
indikadn{ vystupy na svorce 801 indikace vyskytu chyby. Tim Je
umoZné&no provést kontrolu neznézornénych indikadnich prvki.

Nezndzornénd testovaci jednotka zahajuje testovéni vysléd-
nim nulovaciho impulsu do prvntho vystupu 201 neznézornéného
generdtoru testovacich vzorkd. Tim se do prvniho &{tale 4 na-
hraje hodnota "m", sejmuté ze sedmého vystupu 307 nezndzorné-
ného bloku nastavovacich signdld a nastavi se signdl na prv-
nim vystupu 95 klopného obvodu 9s: V disledku toho se do druhé-
ho &1itae 5 nahraje hodnota "n", sejmutéd ze 3estého vystupu
306 nezndzornéného blcku nastavovacich signdld a nastavi se
radié 3, ktery pomoci signdlu na svém osmém vystupu 320 spusti
oscildtor 2 a vy3le na zastavovaci svorku 60l stopovaci signél,
kterym se pozastavi &innost nezndzornéné testovaci jednotky.
Potom adi¢ 3 nastavi vstupni obvod 1 do vychoziho stavu. Adap-
tér nyn{ pracuje v autonomnim rezimu. Oscilétor 2 generuje na
svém vystupu 22 sérii impulst. Vstupni obvod 1 z nich na svém
druhém vystupu 17 vytvaird{ vnit¥n{ hodinové impulsy. Tyto im-
pulsy jsou privedeny do desétého vstupu 610 budiciho obvodu &
a F{d1 generovédni signélu Iddkového vybéru na Jjeho &tvrtém
vystupu 618. Hodinovy signdl na druhém vystupu 17 vstupntho
obvodu L se soulasnd &{td v prvnim &{tadi 4. PFi nadftédnt
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prednastaveného podtu "m" impulsd vy3le prvni &¢itad 4 na sviyj
druhy vystup 47 signél, ktery tuto skutelnost oznémi. PotwmIa-
ai& 3 zastavi pomocf ridlcfch signéld na svém osmém vy¥stupu
320 oscilédtor 2 a ukond{ zastavovaci signél na zastavovac{
gvorce 601. Tim zshdjI nezndzorné€né testovaci jednotka svou-
ginnost.

VySe popsand &innost je spolefnd pro vSechny reZimy testo-
vén{. Ddle se ¢innost adaptéru 1i31 podle druhu testu, ktery
Jje poZadovan.

Pri testovani funkce dynamickych pam&fovych obvodd bez
viazeni{ obnovovacich cykld je funkce adaptéru ndsledujici:

Testovaci jednotka vysild na zadétku kaZdého testovaciho
kroku testovaci vzorek, jeho? adresovd &ast je vysildna na
Etvrty vystup 204 nezndzornéného generétoru testovacich vzorkd.
Datova Cést testovaciho vzorku je vysiléna na secdmy vystup 107
nezndzornéného generdtoru dasovacich impulsi a jeho povelové
Cést je vysiléna na tifetf vystup 203 neznézorn&ného generdtoru
testovacich vzorkd. Testovaci vzorek je nahrdn do testované paméti,po-
tom je obsah této pamé&ti &ten a srovnédvén s plvodnim vzorkem;
srovnévéani probfhd ve vyhodnocovacim obvodu 8. Z neznézorné&né-
ho generdtoru gasovacich impuls& jsou dale do jednotlivych
vstupd adaptéru vysildny kladné nebo zéporné impulsy s napro-
gramovanou polohou hran tak, aby budfci obvod 6 a Fadil 3 vy-
tvorily z dasovaciho impulsu na osmém vystupu 108 nezndzorné-
ného generétoru &asovacich impulsl Fédkovy vybé&rovy impuls
na &tvrtém vystupu 618 budfciho obvodu & a z Casovaciho impulsu
na devdtém vystupu 109 neznézornéného generatoru €asovacich
impulsd sloupcovy vyb&rovy impuls na pétém‘vystupu 619 budfci-
ho obvodu 6. Z &asovaciho impulsu na &tvrtém vystupu 104,
respektive patém vystupu 105 neznézornéného generédtoru Casova-
cich impulst, vytvoii budfcf obvod 6 v soudinnosti s Padilem
3 Vv zévislosti na privedenych adreséch kladné a zéporné impulsy
rédkové, respektive sloupcové adresy. Z Casovaciho impulsu na
sedmém vystupu 10T nezndzornéného generdtoru Easovacich impul-
sG vytvor{ budfc{ obvod & v soulinnosti s radidem 3 v zévis-
losti na stavu zépisového signdlu na trfetim vy¥stupu 203 neznd-
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zornéného generdtoru testovacich vzorkd zapisovaci impuls
na t¥etim vystupu 617 budictho obvodu 6. Z Zasovactho im-
pulsu na Zestém vystupu 106 neznédzornéného generédtoru d&aso-
vacich impulsl vytvori budlci obvod 6 a Fadid 3 v z&vislos-
ti na stavu datového signdlu na jedenédctém vstupu 611 budi-
ctho obvodu & kladny nebo zéporny impuls na druhém vystupu
616 budicfho obvodu 6. Z &asovacfho impulsu na tifetim vy-
stupu 103 neznédzorn&ného generatoru Casovacich impulsd vy-
tvof{ budic!f obvod & a Fadil 3 vzorkovaci impulsy na druhém
vstupu 82 vyhodnocovaciho obvodu 8.

V8echny impulsy, generované nezndzornénym generétorem
dasovacich impulst, Jjsou naprogramovany tak, aby testovaci
signdly a vzorkovact impulsy mély poZadované Sasové para-
metry. Nap&Eovou droven testovacich signdld v logické nule
a v logické jednidce definu ji referenéni nap¥ti, privddéns
na tfeti vystup 303 neznézornéného bloku nastavovacich signé-
1d.

Neznézornénéd testovac{ jednotka déle vys{lé p¥i pficho=-
du prvniho platného testovaciho vzorku zéporny impuls na
druhy vystup 102 neznézorn&ného generdtoru fasovacich impul-
si. T{m se nastavi vstupni{ obvod 1 do pracovniho stavu tak,
Ze zaéiné na svém druhém vystupu 17 generovat hodinové im-
pulsy v z&vislosti na &asovacich impulsech, pPichéze jicich
z prvniho vystupu 10l neznézorn&ného generdtoru €asovacich
impulsd. Soulasné& se vytvo¥{ impulsy na prvnim vystupu 16
vstupniho obvodu 1. Tyto impulsy povoluji generovéni vzorko-
vacich impulsd na 3estém vystupu 318 radicée J.

Kontrolu funkce testovaciho prvku provéddi adaptér tak,
e ne jdrive zapiZe urlity zvoleny vzorek do testovanych pa-
m&t{ a potom pfi zpdtném &teni z té&chto pamé&ti kontroluje,
zda Jje tento vzorek v testované paméti skutedn® nahrén. Kon-—
trolu provédi vyhodnocovaci obvod 8, ktery porovnévé refe-
renni testovaci vzorek ge vzorkem &tenym z testovac{ patice
T. Vyhodnocuje se jak logicksd totoZnost obou vzorkl, tak i
nap&fové a ¥asové parametry signdlu na vystupu 76 testovact
patice 7.
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Adaptér miZe mit i n€kolik testovacich patic 7; tim je
umo¥n¥no -testovat né&kolik dynamickych pam&tovych prvkd sou-
Casné. Pokud na i-té testovaci patici neni testovany prvek,
Je nutné zamaskovat pomoci sigrnidlu z Sestého vstupu 86 vy-

~hodnocovaciho obvodu 8 i-ty chybovy registr. Tim se zabréni
vytvoreni signdlu piriznaku chyby z této patice.

Vyskytne-li se v pribéhu testovdni porucha funkce nebo
né&kterého z parametrd i~tého testovaného prvku, ktery neni
maskovédn, vytvori se na prvnim vystupu 87 vyhodnocovaciho
obvodu 8 signdl priznaku chyby. Ten Jje veden do sedmého vstu-
pu 37 rfadide J a na chybovou svorku 70l.

Je-1i na prvnim vy¥stupu 301 nezndzorn&ného bloku nasta-
vovacich signéll kladns logickd Uroven, test se pii vyskytu
chyby nepreruduje. Pokud je na ndm nulové logickd droven,
reaguje radi¢ 3 na priznak chyby na prvnim vystupu 87 vyhodno-
covaciho obvodu 8 vyslénim stopovaciho signdlu na zastavovaci
svorku 601. Tim se zastavi &innost testovaci jednotky. Radi&
3 nyn{ miZe analyzovat pr{&inu poruchy. Vyslénim impulsu na
gvorku 401 kontroly indikace ukonli testovaci jednotka stopo-
vac{ signdl na zastavovaci svorce 601 a zastavi provédéni
obnovovacich cykld; vynulujil se chybové registry ve vyhodno-
covacim obvodu §,a t{m se ukondé¢i chybovy signél na chvbové
svorce 701. Testovaci jednotka nyni opé&t pokraduje v testovéd-
ni, a to pravé od té adresy, v niZ do3lo k chybé.

Vzorkovaci impulsy na 8Sestém vystupu 322 Padide 3 musi
byt pPivedeny tak, aby se signdl plfiznaku chyby na chybové
svorce 70L vytvoril s dostatelnym predstihem pred koncem tes-—
tovaci periody. Tento predstih Jje nutny k tomu, aby se &in-
nost testovaci jednotky zastavila je3té& v kroku vyskytu chyby.
Signdl na &tvrtém vystupu 304 neznézornéného bloku nastavova-
cich signdld umoZnuje vynechat testovéni stavu vysoké impedan-
ce. Tim je umoZnéno testovéni dynamické pamétl maximdlni tes-

tovaci frekvenci.
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Hodinové impulsy, které b&hem testu generuje vstupni
gbvod 1 na svém druhém vystupu 17, jsou &itény prvnim &{ta-
¢em 4, ktery myni pracuje jako n~bitovy d€li&. Impulsy z dru-—
hého wystupu 47 prvniho &itale 4 jsou &itany druhym Z{tadem
5. Druhy ¢é{ta¢ 5 je na po¥dtku testu nastaven na hodnotu "m"
a po do¢fténi do nulového stavu vySle ze svého vystupu 54
nulovaci signdl. Ten je zpracovén klopnym obvodem 9, jeho%
prvni vystup 95 nyni blokuje prfichod dal8ich hodinovych im~
pulst do prvniho &{tale 4 a nahréva do druhého &itale 5 ze
Sestého vystupu 306 nezndzornéného bloku nastavovacich signé-
13 opé&t hodnotu "m". Signdl z druhého vystupu 96 klopného
obvodu 9 je veden do osmého vstupu 38 radile 3. Tem je né-
slednym hodinovym signdlem, privedenym do desdtého vstupu 310
Iradice 3, synchronizovén. Radig 3 ze svého prvnilio vystupu 313
vy8le stopovaci signél na zastavovaci svorku 601, &{m%¥ zasta-
vi ¢innost testovaci jednotky a nastavi vstupni obvod 1 do
potétedniho stavu. Signédlem z osmého vystupu 320 Fadide 3
Jje spudtén oscildtor 2. Signdly z tretiho vystupu 315 radile
rekonfiguruj{ budic{ obvod 6 tak, Ze Fddkovy vybérovy signél
na jeho &tvrtém v ystupu 618 je odvozovédn od hodinového signé-
lu na jeho des&tém vstupu 610 a adresové signédly na jeho prv-
nim vystupu 615 jsou odvozovény od vnitfniho stavu prvniho
ditale 4, ktery je udavén hodnotou signédld, vystupujfcich
z prvniho vystupu 46 prvniho &itade 4 do devétého vstupu 69
budiciho obvodu 6. Potom Padi& 3 ukon&i signdlem ze svého
sedmého vystupu 319 vyslanym do tfetiho vstupu 93 klopného
obvodu 9 nastaveni klopného obvodu 2,a tim ukonli i nahrévé-
ni do druhého ¢{tafe 3 a blokovéni druhého vstupu 42 prvniho
&itale 4.

Oscilédtor 2 generuje na svém vystupu 22 sérii impulsd,
z nichZ jsou generovény hodinové signdly na druhém vystupu
17 vstupniho obvodu Lws Pomoci té&chto signéld vysilé budict
obvod & ze svého &tvrtého vystupu 618 rddkovy vybérovy impuls
do druhého vstupu 72 testovaci patice 7. Perioda oscildtoru
2 TO Je volena tak, aby vyhovovala v8em zndmym dynamickym
pamétem, Hodinové impulsy z druhého vystupu 17 vstupniho obvo-
du 17 jsou soulasné &itdny v prvnim &ftadi 4. Polet nadita-
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nych impulsd, dany v bindrn{ formé& na prvnim vystupu 46
prvniho &{tade 4, urduje hodnotu obnovovacich adresovych
signdld na prvnim v¥stupu 615 budfciho obvodu 6. MnoZstv{
adresovych kombinaci miZ%e byt voleno podle konkrétniho po-
Zzadavku signdlem na osmém vystupu 308 nezndzornéného bloku
nastavovacich signédll. Po naliténi zvoleného podltu impulsh
vy8le prvni &ital 4 ze svého druhého vystupu 47 nulovy sig-
nél. Radid 3 tento nulovy signél zesynchronizuje hodinovou
hranou na gvém desédtém vstupu 310. Tim se ukonéi stopovaci
signdl na zastavovaci svorce 60l a testovaci jednotka se
ap&t uvede do &innosti. Oscilétor 2 se zastavi a budici ob-
vod 6 se pomoci signéli, prichézejicich do jeho dvanéctého
vstupu 612 z tretiho vystupu 315 fadile 3 op&t rekonfiguru-
je do puvodniho stavu.

Hodinovy signdl na druhém vystupu 17 vstupniho obvodu
1, nyni odvozovany od &asovaciho signédlu z prvniho vystupu
101 neznazorn&ného generdtoru &asovacich impulsl, Jje opé&t
¢itén kaskédou prvniho &itale 4 a druhého &{tale 5 a cely
d¢j se opakuje. Doba Tppp mezi dvéma obnovovacimi cykly Je
urdena vztahem

Tpep = TP «n . m + To e D R

‘kde Tp Je testovaci perioda,
n Jje modul, v némZz &1{té prvni &ital 4,
m Jje pfednastavend hodnota druhého &itade 2,
T, Je perioda oscildtory,
p Je polet potrfebnych obnovovacich cykld.

JestliZe Jje zapotfebi vyloudit obnovovaci cykly z tes-
tovéni, Jje moZné pomoci signédlu z patého vystupu 305 neznd-
zornéného bloku nastavovacich signdld trvale nulovat klopny
obvod 9; tim se zabréni generovéni signdlu na druhém vystupu
96 klopného obvodu 9.

Dal81 funkci zapojeni adaptéru podle vyndlezu je testo-—
véni pam&fovych obvodd v pracovnim refimu typu modifikované
teni - zdpis. Tento zplsob testovani je zvolen vybérovymi
--gigndly z druhého vystupu 302 nezndzornéného bloku nastavova-



- 12 -

264 059

cich signdll. Pri testovédni se adresovy rozsah rozdifuje na
dvo jnésobek kapacity testované paméti. Tim se docili dvo jiho
zépisu a dvojiho ¢teni testované pamé&ti totoZnym vzorkem.
Radi& 3 ovl4dé rfzenou datovou inverz{ datovy testovaci vzo-
rek na svém tretim vystupu 315 tek, Ze pri prvnim naplnéni
adresové matice je vyhodnocovédni dat blokovéno a Jje zapiso-
vén negativni vzorek. PPi druhém naplndni je ¢ten pozitivni
vzorek a zapisovan negativni vzorek. Pri tfetim naplnéni je
&ten negativni vzorek a zapisovan vzorek pozitivni. PPi &tvr-
tém naplnéni Je ¢ten vzorek negativni a ten se jiZ nekontro-
lu je.

Adaptér slouZi téZ k testovéni funkce strankového reZi-
mu dynamickych pam&tf. Tento rezim je zvolen vybérovymi
signély z druhého vystupu 302 neznsdzornéného bloku nastavova-
cich signdld. Hadi& 3 pomoci signdld ze svého druhého vystu—
pu 314 nastavi budlcf obvod 6 tak, aby pfi pfichodu prvniho
platného signdlu na osmy vystup 108 nezndzornéného genergto-
ru dasovacich impulsd byl signdl na &tvrtém vystupu 618 bu-
dicfho obvodu 6 udrZovén na nulové urovni po dobu "n" testo-
vacich cykld. Prvni &itad¢ 4 nynf &{t4 hodinové impulsy na
svém prvnim vstupu 41 a po dod{téni do hodnoty "n" vy8le na
svij druhy vystup 47 signél. Z tohoto signdlu vytvar{ radié
3 stopovaci impuls na svém prvnim vystupu 313. Timto stopo-
vacim impulsem se vstupni obvod 1 nastavi do vychoziho sta-
vu a z jeho prvniho vystupu 1& vystoupi signél, ktery Jje ra—
- didem 3 zpracovén na signédly, vysilané z jeho druhého vystu-
pu 314. Tim se budfci obvod € nastavi tak, Ze signdl »édko-
vého vybéru na Jjeho &tvrtém vystupu 618 je opét ovlédén &a-—
sovacim signdlem z osmého vystupu 108 nezndzornéného generé-
toru &asovacich impulsd a vraci se na Uroven hodnoty logic—
ké jedni&Ky. V této fézi je &innost testované jednotky aZ
do ukonleni stopovaciho impulsu pozastavena. Po ukondeni
stopavactho impulsu vy8le testovaci jednotka ze svych vystu-
pd testovac{ posloupnost a Casovaci impulsy. Pifichod prvni-
ho platného vzorku Jje indikovén impulsem na druhém vystupu
1® nezndzorn&ného generdtoru lasovacich impulst. Vstupni
obved 1 pPejde do pracovniho stavu a na svém prvnim vystu-
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pu 16 nastavi signél, JjehoZ pomoci nastavi radil 3 signdly
na svém druhém vystupu 314; tyto signdly umoini pri p*icho-
du impulsu z osmého vystupu 108 nezndzornéného generdtoru
asovacich impuls udrZet signdl vybéru radkové adresy na
gtvrtém vystupu 618 budiciho obvodu 6 na nulové drovni po
dobu "n" cykld vySe popsanym zpusobem.

Zapo jeni podle vynélezu automaticky zajistuje provoznt
podminky pro testované dynamické pam&fové obvody. Periodicky
obnovuje obsah t&chto pamdfovych obvodd, a to i pPi prerude-
n{ testu, umoinuje jejich testovéni maxim#ln{i frekvenci a
r{d1 rezimy strankovéni a modifikovaného &teni - zépisu.
V3echny dynamické parametry umo¥mu ji testovat s presnosti
odpovidajic{ presnosti &asovaci Jjednotky testovaného systé-

mu.
Vyndlez mOZe nalézt uplatnéni v oboru elektrotechniky

a vypoletni a mé&rici techniky, zejména v aplikacich pro tes-

tovéni dynamickych pem&tovych obvodd.
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Adaptér pro testovéni dynemickych pam&fovych obvodld ty-
puRAM, vyznad&eny tim Ze prwmi vistup (101)

- generdtoru dasovacich impulsd je pfipojen k
prvnimu vstupu (11) vstupniho obvodu (1), jehoZ druhy vystup
(27) je piipojen k desdtému vstupu (610) budiciho obvodu (6),
X desétému vstupu (310) radide (3) a k prvnimu vstupu (41)
prvntho &ftade (4), jeho% druhy vystup (47) je pripojen k de-
vétému vstupu (39) Fadide (3) a k prvnimu vstupu (51) druhé-
ho &{tade (5), jehoi vystup (54) je pripojen k prvnimu vstu-
pu (91) kKlopného obvodu (9), jehoZ druhy vystup (96) je pri-
pojen k osmému vstupu (38) tradide (3), JjehoZ tret{ vystup
(315) je pripojen k dvandctému vstupu (612) budiciho obvodu
(6), jeho¥ t¥etf vystup (617) je pripojen k tretimu vstupu
(73) testovact patice (7), jejiZ vystup (76) je pripojen k
patému vstupu (85) vyhodnocovaciho obvods (8), - jehoZ tret{
vestup (83) je piipojen k pétému vystupu (317) Fadile (3),
jeho? druhy vystup (314) je pripojen k tfindctému vstupu
(613) buddciho obvodu (6), jeho% prvni vystup (615) je pPi-—
pojen k pétému vstupu (75) testovaci patice (7), pridem¥
druhy vystup (102) generétoru dasovacich im-
pulisd je pripojen k druhému vstupu (12) vstupniho obvodu (1),
jeho% prvni vystup (16) je pfipojen k dvandctému vstupu (312)
*adide (3), JjehoZ &tvrty vystup (316) je piipojen k Jjede-
ndctému vstupu (611) budiciho obvoda (6) a ke &tvrtému vstu-
pu (84) vyhodnocovaciho obvodu (8), JjehoZ prvni vstup (81)
je pripojen ke ¥tvrtému vystupu (304) nezndzornéného bloku
nastavovacich signdll, piicemZ prvni vystup (201) nezndzor-
néného generdtoru testovacich vzorkd Jje pfipojen k pétému
vatupu (15) vstupniho obvodu (1), k jedendectému vstupu (311)
fadide (3), k tPetimu vstupu (43) prvniho &{itade (4) a k
druhému vstupu (92) klopného obvodu (9), jehoZ prvni vystup
(95) je piipojen k druhému vstupu (52) druhého &itade (5)

3 k druhému vetupu (42) prvnfho &itale (4),.piiden? tPetd
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vstup (93) klopného obvodu (9) je pripojen k sedmému vy-
stupu (319) tfadile (3), pridem? &tvrty vstup (14) vstupnihe
obvodu (1) je pripojen k vystupu (22) oscildtoru (2), jeho
vstup (21) je pPipojen k osmému vystupu (320) radide (3),
jeho¥ prvn{ vstup (31) je pfipojen k prvnimu vystupu (301)
neznézornéného bloku nastavovacich signdll, pridemZ svorka
(401) xontroly indikace Jje pripojena k druhému vstupu (32)
*adide (3), JjehoZ treti vstup (33) je pfipojen k druhému vy-
stupu (202) nezndzornéného generatoru testovacich vzorkd,
pridem# tretf vystup (103) nezndzornéného generatoru dasova-
cich impulst je pripojen ke &tvrtému vstupu (34) Fadide (3),
jeho% péty vstup (35) je pripoJjen k tfetimu vystupu (203)
nezndzornéného generétoru testovacich vzorkd, piidemZz druhy
vystup (302) nezndzornéného bloku nastavovacich signdld Je
pripojen k Sestému vstupu (36) radide (3), pridem? zastavo-
vaci svorka (601) je pPfipojena k prvaimu vystupu (313) fa-
dide (3), k dtrndctému vstupu (614) budiciho obvods (6) a

k tfetimu vstupu (13) vstupniho obvodu (1), pri¢em? chybové
svorka (701) je pripojena k sedmému vstupu (37) Fadile (3)

a k prvnfmu vystupu (87) vyhodnocovaciho obvodu (8), Jjeho%
gesty vstup (86) je pripojen ke svorce (501) blokovéni chyby,
pfidem? treti vystup (303) nezndzornéného bloku nastavovacich
8ignéld je ptripegjen k prvnimu vstupu (61) budiciho obvodu (6),
jeho? druhy vstup (62) Jje pfipojen ke &tvrtému vystupu (104)
neznézornéného generétoru Casovacich impulsi, jehoZ paty vy-
stup (105) je pripogjen k tretimu vstupu (63) budiciho obvodu
(6), jehoZ &tvrty vstup (64) Jje pPfipojen k 3estému vystupu
(106) neznézorn&ného generétoru lasovecich impulsd, jehoZ sed-
my vystup (107) je pripojen k pétému vstupu (65) budfctho
obvodu (6), jehoZ Zesty vstup (66) je pfipojen k osméma vy-—
stupu (108) nezndzorné&ného generdtoru Sasovacich impulsd,
jehoZ devaty vystup (109) Jje pfipojen k sedmému vstupu (67)
budiciho obvodu (6), jehoZ osmy vstup (68) je pfipojen k
gtvrtému vystupu (204) nezndzorndného generétoru testovacich
vzorkd, pridem? druhy vystup (88) vyhodnocovaciho obvodu (8)
je pripojen ke svorce (801) indikace vyskytu chyby, ptidemZ
tvrty vatup (94) klopného obvodu (9) je piipojen k pétému
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vyatupu (305) nezndzorndného bloku nastavovacich signéldy,
jeho¥? Besty vystup (306) je pfipojen ke tretimu vstupu (53)
druhého ¢itaZe (5), ptidem¥ &tvrty vstup (44) prvniho &{fta-
e (4) je pripojen k sedmému vystupu (307) neznézorn&ného
bloku nastavovacich signdld, JjehoZ osmy vystup (308) je pri-
pojen k pétému vstupu (45) prvniho &{tade (4), JjehoZ prvni
vystup (46) Jje pripojen k devatému vstupu (69) budfciho obvo-
du (6), Jjeho%Z &tvrty vystup (618) je pPipojen k druhému
vstupu (72) testovaci patice (7), jejiZ prvni vstup (71) Je
pfipojen k pdtému vystupu (619) budiciho obvodu (6), pri-
dem¥ 3esty vystup (318) Padide (3) Jje p¥ipojen k druhému
vstupu (82) vyhodnocovactho obvodu (8), pfidemZ druhy vystup
(616) budictho obvodu (6) je piipojen ke &tvrtému vstupu (74)
testovaci patice (7).

1 vykres
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